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前言

前言

编写目的

本文介绍了GR551x可靠性认证结果，帮助用户了解产品可靠性性能。

读者对象

本文适用于以下读者：

• GR551x用户

• 硬件开发人员

• 测试人员

版本说明

本手册为第4次发布，对应的产品系列为GR551x。

修订记录

版本 日期 修订内容

1.0 2020-02-19 首次发布

1.1 2023-03-31 更新HTOL实验至1000小时通过

1.2 2023-05-16 更新HTST实验至1000小时通过

1.3 2024-03-27 新增批次2和批次3测试点
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概述

1 概述

GR551x系列芯片是Goodix推出的单模低功耗蓝牙5.1系统级芯片（SoC）。本测试报告覆盖可靠性测试的每

一测试项并附测试结果，涵盖产品测试合格的评估详情，确保经测试后的产品能满足汇顶在质量与可靠性上的

严格要求。
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可靠性测试项与测试结果

2 可靠性测试项与测试结果

2.1 ESD：人体放电模型（HBM）

表 2-1 测试要求

参考标准 ESDA/JEDEC JS-001

测试参数 I-V曲线/功能测试（FT）

模型 人体放电模型（HBM）

测试条件

RP = 1.5 kΩ, C = 100 pF

电源引脚–电源引脚（+/-）

I/O引脚–电源引脚（+/-）

I/O引脚–I/O引脚（+/-）

样本大小 每个模式采用3个样本

通过标准 未通过：0

表 2-2 测试结果

测试点 测试结果

±2000 V/2级 通过

2.2 ESD：充电器件模型（CDM）

表 2-3 测试要求

参考标准 ESDA/JEDEC JS-002

测试参数 I-V曲线/功能测试（FT）

模型 充电器件模型（CDM）

测试条件
RP = 0 Ω，C = 0 pF

所有引脚（+/-）连接至共接地（common ground）

样本大小 每个模式采用3个样本

通过标准 未通过：0

表 2-4 测试结果

测试点 测试结果

±500 V/ C2a级 通过

2.3 闩锁测试（Latch Up，LU）

表 2-5 测试要求

参考标准 JESD-78
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可靠性测试项与测试结果

测试参数 I-V曲线/功能测试（FT）

模型 电流/电压触发模型

测试条件 电流触发/过压（MSV），I级

样本大小 每个模式采用3个样本

通过标准 未通过：0

表 2-6 测试结果

测试点 测试结果

±200 mA 通过

1.5*VCCmax或MSV 通过

2.4 高温运行寿命测试（HTOL）

表 2-7 测试要求

参考标准 JESD22-A108

测试参数 功能测试（FT）

模型

阿伦尼乌斯模型（Arrhenius），涵盖温度加速因子和电压：

测试条件 125°C，1000小时，VCCmax

样本大小 77个 * 3批次

通过标准 未通过：0

表 2-8 测试结果

测试结果
测试点

批次1 批次2 批次3

168小时 通过 通过 通过

500小时 通过 通过 通过

1000小时 通过 通过 通过

2.5 预处理测试（Pre-Con）

表 2-9 测试要求

参考标准 JESD22-A113

测试参数 功能测试（FT）/外观检查

模型 无

测试条件 3x reflow，30°C/60% RH，192小时

样本大小 75个 * 3批次
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可靠性测试项与测试结果

通过标准 未通过：0

表 2-10 测试结果

测试结果
测试点

批次1 批次2 批次3

预处理完成 通过 通过 通过

2.6 温度循环测试（TCT）

表 2-11 测试要求

参考标准 JESD22-A104

测试参数 功能测试（FT）/外观检查

模型 无

测试条件 -65°C～150°C，500次循环

样本大小 25个 * 3批次

通过标准 未通过：0

表 2-12 测试结果

测试结果
测试点

批次1 批次2 批次3

500次循环 通过 通过 通过

2.7 高加速温湿应力测试（HAST）

表 2-13 测试条件

参考标准 JESD22-A110

测试参数 功能测试（FT）/外观检查

模型 无

测试条件 130°C，85% RH，VCCmax，96小时

样本大小 25个 * 3批次

通过标准 未通过：0

表 2-14 测试结果

测试结果
测试点

批次1 批次2 批次3

96小时 通过 通过 通过
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可靠性测试项与测试结果

2.8 无偏压高加速温湿应力测试（UHAST）

表 2-15 测试条件

参考标准 JESD22-A118

测试参数 功能测试（FT）/外观检查

模型 无

测试条件 130°C，85% RH，96小时

样本大小 25个 * 3批次

通过标准 未通过：0

表 2-16 测试结果

测试结果
测试点

批次1 批次2 批次3

96小时 通过 通过 通过

2.9 高温储存试验（HTST）

表 2-17 测试要求

参考标准 JESD22-A103

测试参数 功能测试（FT）/外观检查

模型 无

测试条件 150°C，1000小时

样本大小 25个 * 3批次

通过标准 未通过：0

表 2-18 测试结果

测试结果
测试点

批次1 批次2 批次3

500小时 通过 通过 通过

1000小时 通过 通过 通过
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